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EN AW 6063 Alasiml Biyet-Taramali Elektron
Mikroskobu ile Mikroyap1 Karakterizasyonu

Hasar Analizinde Taramali Elektron Mikroskobu
Uygulamasi-Celik Klivaj Kirilma-Perlitik Yap1
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EN AW 6063 Aliiminyum Alasimi Biyet Mikroyapisi
(o -AlFeSi ve Mg, Si ¢okelti yapisi)
JEOL JCM 6000 PLUS NeoScope BENCHTOP SEM
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TRI Metalurji, metalurjik stireclerde teknik
danismanlik, Ar-Ge Projelerinin gelistirilmesi
ve yatirim danismanligi konularinda hizmet
vermekle birlikte sahip oldugu laboratuvar
sayesinde malzeme mikroyapi ve hasar
analizlerini gerceklestirmektedir.

Bu laboratuvarda;

Metalografik analizler;

- Aliminyum doékiim ve biyet alasimlari

- Celikler ve dokme demirler,

- Bakir ve titanyum gibi metal ve alasimlarin
genel mikroyapi analizleri, tane yapisi ve
biiytikliik dagilimlar1 yapilabilmektedir.

Hasar Analizleri;

- Taramali1 Elektron Mikroskobu ve EDS analizi ile,
metal, seramik, metalik olmayan

malzemelerin i¢ yapilarinin analizleri

- Her tirli kirilmaya yonelik hasar analizleri

- Asinma davranislari

- Seramik Malzemede elementel mapping ile faz
kontrolleri

Porozite Analizleri;

- XRAY-CT sistemi ile 6nclelikle aliminyum
dokim malzemelerde, seramik esasl
malzemelerde, metalik olmayan tiim malzeme
gruplarinda, kaynak, birlesim hassasiyeti, bosluk,
ara bolge analizi gibi son derece hassas bir sekilde
analiz yapilabilmektedir. Kontrollerde malzeme
boyut sinirlamasi olmakla birlikte, genellikle test
edilecek malzemeye hasar vermeden islem
gerceklestirilebilmektedir.
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Aliminyum Enjeksiyon Dékiim Kirilma Hasar1
Mikro Cekinti Hatasi

Aliminyum Enjekiyon
Dokiim sonrasinda XRAY-CT
ile kontrol edilen dokiim
parca-Porozite Kontrol
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Taramali Elektron Mikroskobu ile Hata Kok Nedenlerini
Ortaya Cikarmak Cok Daha Kolay-Aliiminyum Ekstriizyon
Sonrasi Profil Yiizey Hatas1 incelemesi-Spinel Faz
Mevudiyeti-Biyet Dokiim Hatas1

EN AW 6005 A Alasiminda Tane Yapis1 Modifikasyonu
Polarize Atagmanli Optik Mikroskop ile Nihai Yapinin
Kontrolii-Kaba ve Ince Taneli Profil Goriintiisii



